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摘要(译)

本发明涉及一种电气设备，包括承载至少一个部件的基板，该部件包括
至少一个电极，第一连接线电连接到所述电极，其中第一连接线通过交
叉桥接第二连接线。交叉点至少在一侧由电绝缘结构界定。本发明允许
用于电气设备（例如电致发光显示设备）的新测试方法和有效引出。
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